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ISO/IEC 7810:1995 zavedena v CSN EN ISO/IEC 7810:1997 (36 9725) Identifika¢ni karty - FyzikaIni



charakteristiky (idt ISO/IEC 7810:1995, idt EN ISO/IEC 7810:1996)

ISO/IEC 14443-1 zavedena v CSN ISO/IEC 14443-1:2001 (36 9760) Identifika&ni karty - Bezkontaktni
karty s integrovanymi obvody - Karty s vazbou na blizko - Cast 1: FyzikaIni charakteristiky (idt ISO/IEC
14443-1:2000)

ISO/IEC 14443-2 zavedena v CSN ISO/IEC 14443-2:2002 (36 9760) Identifika¢ni karty - Bezkontaktni
karty s integrovanymi obvody - Karty s vazbou na blizko - Cast 2: Radiofrekvenéni vykonové a
signalové rozhrani (idt ISO/IEC 14443-2:2001)

ISO/IEC 14443-3 zavedena v CSN ISO/IEC 14443-3:2002 (36 9760) Identifika¢ni karty - Bezkontaktni
karty s integrovanymi obvody - Karty s vazbou na blizko - Cést 3: Inicializace a antikolize (idt ISO/IEC
14443-3:2001)

IEC 61000-4-2:1995 zavedena v CSN EN 61000-4-2:1997 (33 3432) Elektromagneticka kompatibilita (EMC) -
Cést 4-2: Zkudebni a méfici technika - Elektrostaticky vyboj - zkouska odolnosti (idt IEC 61000--
-2:1995, idt EN 61000-4-2:1995)

BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1993 Navod pro vyjadreni nejistoty méreni (Gum) nezavedenoi)

Vysvétlivky k textu pfevzaté normy

anglicky termin vyznam pouzity termin
operating volume - pracovni prostor pracovni prostor
pracovni objem
operacni objem

RF power - radiofrekvencni vykon / pfikon | radiofrekvencni vykon /
vysokofrekvencni vykon / prikon
prikon
layout (of the printed - predloha (desky s ploSnymi predloha (desky s ploSnymi
circuit board) Spoji) Spoji)

vyrobni podklady (desky s
ploSnymi spoji)

Vypracovani normy
Zpracovatel: Anna Jurdkova, Praha, ICO 61278386, Dr. Karel Jurdk
Technicka normalizacni komise: TNK 20 Informacni technologie

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Natalie Midekova
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Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinarodni elektrotechnicka komise) tvori
specializovany systém celosvétové normalizace. Narodni organy, které jsou Cleny ISO nebo IEC, se
podileji na vypracovani mezinarodnich norem prostrednictvim technickych komisi zfizenych
prislusnou organizaci, aby se zabyvaly urcitou oblasti technické Cinnosti. V oblastech spole¢ného
zajmu technické komise ISO a IEC spolupracuji. Prace se zucastnuiji i jiné mezinarodni organizace,
vladni i nevladni, s nimiz 1ISO a IEC navéazaly pracovni styk.

Mezinarodni normy jsou pfipravovany v souladu s pravidly uréenymi Smérnicemi ISO/IEC, ¢ast 3.



V oblasti informacni technologie zfidily ISO a IEC spolecnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Navrhy
mezinarodnich norem pfijaté spolecnou technickou komisi se rozesilaji narodnim ¢lenlim k hlasovani.
Vydani mezinarodni normy vyzaduje souhlas alespon 75 % hlasujicich ¢lend.

Pozornost je nutné vénovat moznosti, Ze nékteré prvky této mezinarodni normy mohou byt
predmétem patentovych opravnéni. ISO neodpovida za identifikovani libovolnych nebo vSech
takovych patentovych opravnéni.

Mezinarodni norma ISO/IEC 10373-6 byla pfipravena spolec¢nou technickou komisi ISO/IEC JTC 1
Informacni technologie, subkomisi SC 17, Identifikacni karty a pfislusna zarizeni.

ISO/IEC 10373 sestava z nasledujicich ¢asti, pod spole¢nym nazvem Identifikacni karty - Zkusebni metody:
- Cast 1: Zkousky vseobecnych charakteristik

- C4st 2: Karty s magnetickymi prouzky

- Cést 3: Karty s integrovanymi obvody s kontakty a pfislusna zafizeni rozhrani

- C4st 4: Karty s tésnou vazbou

- C3st 5: Optické pamé»ové karty

- Cést 6: Karty s vazbou na blizko

- C4st 7: Karty s vazbou na dalku

Prilohy A, C a D tvori normativni Cast této Casti ISO/IEC 10373. Prilohy B, E a F jsou pouze informativni.
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1 Predmet normy

Tato norma stanovi zkusebni metody pro charakteristiky identifikacnich karet obsazené v ISO/IEC
7810. V kazdé zkusebni metodé jsou krizové odkazy na jednu nebo vice zakladnich norem, coz mize
byt ISO/IEC 7810 nebo jedna nebo vice dopliujicich norem, podle technologie ukladani informaci
pouzité v aplikacich identifikacnich karet.

POZNAMKY

1  Kritéria pro pfijeti nejsou Casti této mezinarodni normy, ale Ize je nalézt ve vySe zminénych
mezinarodnich normach.

2 ZkuSebni metody popsané v této mezinarodni normeé jsou urCeny, aby se provadély samostatné.
Pro danou kartu se nepozaduje, aby prosla postupné vSemi zkouSkami.

Tato ¢ast ISO/IEC 10373 se zabyva zkuSebnimi metodami, které jsou specifické pro technologii
bezkontaktnich karet s integrovanymi obvody (karty s vazbou na blizko). ISO/IEC 10373-1 VSeobecné
charakteristiky urcuje zkusebni metody, které jsou spolecné pro jednu nebo vice technologii karet s
integrovanymi obvody a dalSi ¢asti se zabyvaji dalSimi zkouskami specifickymi pro jednotlivé



technologie.

Pokud neni stanoveno jinak, zkousky v této ¢asti ISO/IEC 10373 se pouzivaji vyhradné pro karty s
vazbou na blizko, vymezené v ISO/IEC 14443-1 a ISO/IEC 14443-2.

-- Vynechany text --



